
Задача №1

� Определить количество ТЕ мод в 
протонообменном планарном волноводе на 
подложке ниобата лития толщиной 5 мкм на 
длине волны 1550 нм и 632 нм. Сколько будет 
мод, если толщину волновода увеличить 
вдвое?



�  



Задача 3. Ковган Кирилл
• Принцип просветления оптических деталей.
• Оценить минимальную толщину и величину 

показателя преломления диэлектрической 
пленки на стеклянном оптическом элементе с 
ПП 1,5.

Ковган Кирилл 



Просветление 
оптики■  



■  



■  



Задача №4
 
по дисциплине 
«Оптикоэлектронные измерители в 
навигации»
■ Выполнил:
■                  ст. гр. ИВК-18-1Б
■                  Быков М.С



Интерферометр Майкельсона





Интерферометр Фабри-Перо









Агеева Полина 5 вопрос 
Задача 5
Интерферометр Ллойда. Оценить ширину 
интерференционной полосы для 
монохроматического света 1550 нм – 
излучательная мода планарного 
волновода заглубленного на 4,5 мкм на 
стекле. Расстояние до экрана 1 см.



⚫  
X=(1550*10^(-9)*0,01)/4,5*10^(-6)*
2=1,72*10^(-3)



Задача 6.

Выполнил: Каменев В.-А. Д.



Интерферометр Рэлея. Оценить на сколько и в какую сторону сместятся интерференционные полосы 
при замене в одном из плеч стекла с ПП 1,50 (крон) на стекло такой же длины с ПП 1,70 (сверхтяженый 

флинт).

◈  



Решение:
◈  



Пример:
◈  



Задача №7 (Новикова Татьяна)
Френелевское отражение. Определить сдвиг Гуса-Хенхен для пучка ТЕ моды (632 нм) из 
стекла в воздух и испытывающего полное внутреннее отражение.
 

Полное внутреннее отражение сопровождается 
смещением пучка вдоль оси z (сдвиг Гуса-Хенхена). Это 
происходит за счет проникновения излучения за 
границу двух сред в виде затухающей волны.



 

 



Задача для курсового 
проекта №8

Выполнил: ст. гр. ИВК-18
Неволина Елена Сергеевна



Определить радиус кривизны оптической детали из стекла (ПП 1,45), если 
наблюдается кольцо Ньютона в отраженном свете первого порядка радиусом 10 
см на длине волны 632 нм.
 

 

 



 

 

 



 Задача 9. Модовая 
спектороскопия 

Шаврин Игорь



схема установки модовой спектроскопии



Задача 10 (Абдулов Роман)
Метод измерения степени 
сохранения поляризации 



схема установки для измерения 
степени сохранения поляризации 



► При распространении одной поляризационной моды в 
волокне происходит перекачка мощности в ортогональную 
моду, а также присутствует набег разности фаз между 
ними. С помощью микропозиционера с закрепленным на 
нем зеркалом в одно из плеч интерферометра вносится 
соответствующая фазовая задержка, что позволяет видеть 
на экране осциллографа картину интерференции 
рассматриваемых мод 



► Осциллограммы интерференционного сигнала, слева – 
при вводе линейно-поляризованного излучения в световод 
под углом 45º к оптическим осям, справа - при вводе 
линейно-поляризованного излучения строго в оптическую 
ось



► Параметры полученной интерференционной картины зависят от 
интенсивностей мод на выходе исследуемого волокна следующим 
образом:

►  Где Imin, Imax – интенсивность интерференционного сигнала при 
деструктивной и конструктивной интерференции соответственно; I1 – 
интенсивность первоначально возбуждённой моды; I2 – интенсивность 
паразитной моды. 



► Из формул получаем выражение для искомого отношения:

► Таким образом, зная Imin и Imax, можно определить величину степени 
сохранения поляризации.



методы определения типа 
поляризации излучения

► По типу поляризации излучение делится на: 
1)линейно-поляризованное 
2)эллиптически-поляризованное 
3)циркулярно- поляризованное 
4)неполяризованное 
5)излучение, содержащее линейно-поляризованные и неполяризованные 
компоненты 
6)излучение, содержащее циркулярно-поляризованные и неполяризованные 
компоненты 
7)излучение, содержащее эллиптически-поляризованные и неполяризованные 
компоненты. 



► Для определения типа поляризации, а также для измерения 
поляризационных параметров излучение исследуют с помощью 
поляризаторов ( анализаторов ) и фазовых пластинок. 

► Схема установки, с помощью которой можно определить тип 
поляризации излучения, приведена на рисунке:



► Исследуемый пучок излучения (1) переходит через анализатор (3), плоскость пропускания 
которого может поворачиваться вокруг оптической оси пучка, поступает на фотоэлектрический 
приемник (4) и на регистрирующее устройство (5). 

► Если при вращении анализатора яркость поля зрения на индикаторе или поток излучения 
изменяется от максимальной, приблизительно равной яркости источника излучения, до нуля, то 
исследуемая поляризация является линейной. Если яркость не меняется, то излучение может 
быть неполяризованным или циркулярно-поляризованным. 

► Если яркость поля зрения на индикаторе изменяется, но полного гашения не происходит, то 
излучение может быть частично или эллиптически-поляризованным. При этом для проведения 
дальнейшего исследования необходимо поместить перед анализатором четвертьволновую 
пластину (2), которая может поворачиваться вокруг оптической оси. Если пучок частично 
поляризован и содержит, наряду с поляризованным компонентом эллиптически или циркулярно-
поляризованный, то можно найти такое положение четвертьволновой пластины и анализатора, 
при котором яркость поля зрения частично уменьшается. Чем больше доля поляризованного 
компонента, тем больше затемнение. 



Оценить чувствительность кварцевой ВБР к упругой 
деформации.

Задача 
11

Ирина 
Вильгельми



 



Задача 12
ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР МАХА-ЗАНДЕРА – 
МОДУЛЯТОР ИНТЕНСИВНОСТИ, РАССЧИТАТЬ ПОЛУВОЛНОВОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ДВУХПЛЕЧЕВОГО МОДУЛЯТОРА НА ПОДЛОЖКЕ 
НЛ, Х-СРЕЗ, ЭЛЕКТРОДЫ ВДОЛЬ Y-СРЕЗА, ДЛИНА ВОЛНЫ 1550 НМ, 
ЗАЗОР 12 МКМ, ДЛИНА 33 ММ. ЭО КОЭФФИЦИЕНТ 32 ПМ/В.

Выполнил ст.гр. ИВК-18-1б 
Куклина Екатерина 
Сергеевна



Схематическое представление 
модулятора интенсивности 

+
-

Iвых
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Решение задачи

►  









Задача 14 
Выполнил: Зыков Алексей



14)Кварцевая пластинка (двулучепреломление ) толщиной 0,5 мм между скрещенными поляризаторами. 
Какие длины волн видимого диапазона будут проходить эту систему с максимальной интенсивностью? А с 
минимальной?

 



 

 

  


